
スーパーユーザー養成講座／第2回機器分析･計測セミナー

電界放射型走査電子顕微鏡 JSM-6700F

微細組織観察
～各種顕微鏡の種類・原理・観察例～

SEMは光学顕微鏡と比較して焦点深度が2桁以上深く、広範囲に焦点の合った立体的な像を得ることが

でき観察物の外形を把握しやすく 回路や半導体部品などの品質チェックの他、適切な前処理を踏むこと

で生体試料の観察も可能である。

走査型電子顕微鏡により種々の観察が可能であり、分野によっては不可欠な分析手法とまで言われている。

平成30年度より富山大学では『スーパーユーザー制度』として分析機器の活用推進にむけて高度な

ユーザーの育成プログラムをスタートしており、今回、題記の講座を開催することとなりました。スー

パーユーザー候補生だけでなく学内外の皆様も対象とさせていただきます。奮ってご参加ください。

日 時／ 2019年7月5日（金）9:00 ～ 11:00

場 所／ 富山大学 学生会館 ホール（Ｂ7）

講 師／ 池野 進 富山大学名誉教授

内 容／ 微細組織観察（顕微鏡の種類・原理・観察例）
・光学顕微鏡 ・レーザー顕微鏡 ・走査電子顕微鏡
・通常ＳＥＭ ・トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）
・原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）

申込方法／ メール記入例を参考にE-mailでお申込みください

申込締切／ 6月28日（金） 17:15

メール記入例

【件名】電界放射型走査電子顕微鏡講座 参加希望

【本文】（学内の方）

氏名・学年・学部・指導教員名・連絡先E-mail

（学外の方）

氏名・所属・職業・連絡先E-mail

申込・問合せ先

富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター

設備サポート・マネジメントオフィス ／ 機器分析施設

電話番号：076-445-6713

076-445-6715 内線番号（6713）（6715）

E-mail： setubi@ctg.u-toyama.ac.jp



会場案内

M A P

【アクセス方法】
★富山大学 五福キャンパス

【アクセス方法】
★五福キャンパス 学生会館


